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Outline

High Voltage Devices in CMOS Processes. 

ESD Issues of HV CMOS Integrated Circuits. 

SOA Issues in HV Devices.

Summary 

ESD:  ElectroStatic Discharge 

SOA:  Safe Operating Area
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日本阪和電子工業株式會社捐贈交通大學TLP量測設備 
 

在積體電路靜電放電可靠度的量測中，傳輸線脈衝產生器

(Transmission Line Pulse Generator，TLP)是工業界和學術

界觀察靜電放電可靠度的重要儀器，有鑑於交通大學在此

研究領域成果卓越，日本阪和電子工業株式會社特捐贈TLP
儀器予交大電子工程學系柯明道教授所領導的研究團隊，

雙方將於12月21日(星期二) 假交通大學交映樓一樓國際會

議廳舉辦簽署合作協議與捐贈儀式，並由柯教授帶來

「ESD and SOA in High-Voltage CMOS Integrated 

Circuits」專題演講，藉由共同探討靜電放電防護工程技術

與應用，加強台日間專業技術交流。 

 
隨著半導體製程技術的快速發展，電子產品被要求更輕薄短小，但系統單晶片內之微縮化電晶體的靜

電放電耐受能力極低。系統單晶片經過繁雜且昂貴的設計與驗證流程，並使用高價、新進的光罩與半

導體技術製造，若系統單晶片的靜電放電防護設計不良或不足，將造成後段生產良率的嚴重下降，積

體電路靜電放電防護設計已成為系統單晶片能夠穩定量產的必備重要技術，而TLP儀器也因此廣被國

內外各半導體公司採用來觀測半導體元件在靜電放電轟擊下之電性，並抽取電路設計之重要參數。在

研究積體電路靜電放電防護電路設計，TLP儀器是必備的儀器設備。 

 
柯明道教授是國際上較早進行積體電路靜電放電防護技術研究的學者，歷經二十多年來的持續努力，

研究群所研發之全晶片靜電放電防護技術已居國際領先地位，提出之各式防護設計已實際應用在許多

積體電路產品上。其團隊也是國內最早自行組裝TLP量測設備的團隊，並將技術移轉到工研院系統晶

片技術發展中心(現已併入工研院資通所)進一步提昇自動化功能，成為國內在積體電路靜電放電防護

設計領域中最完整的研究團隊。 

 

有鑑於此，日本阪和電子工業株式會社特捐贈傳輸線脈衝產生器(TLP)，提供交大研究團隊測試半導

體元件在高電流情況下的反應，雙方並簽訂合作協約，透過產學合作，提升積體電路靜電放電防護技

術研究，同時培育靜電放電防護技術領域專才。阪和電子公司從事靜電放電(ESD)相關測試儀器設備

之研發、製造已達35年之久，積極研發更高水準的ESD相關設備，目前在日本ESD測試儀器設備領

域，已超過八成的市場占有率，為日本第一的靜電放電測試設備製造商，其ESD機台品質、測試精

度、和售後服務，也受到國內半導體廠商之高度肯定與信任。 

 

此次捐贈給交通大學的傳輸線脈衝產生系統 model: HED T-5000儀器是少數儀器設備商所能開發出來

的高性能TLP產品，瞬間放電電流可高達20安培。在積體電路之靜電放電可靠度的量測中，此高性能

傳輸線脈衝產生系統是工業界和學術界觀察靜電放電可靠度的重要儀器，在此TLP儀器設備支持下，

交通大學研究團隊將能更精確地進行積體電路靜電放電防護設計的研究，也藉由此次的合作共同探討

靜電放電防護工程、技術及其應用，加強台日間專業技術交流，並協助雙方發展靜電放電防護工程技

阪和電子工業株式會社捐贈交通大學TLP 
研究量測設備並簽定合作協議。照片由左至
右為交通大學柯明道教授、吳重雨校長、阪
和電子工業株式會社社長長谷部巧、台灣代

理商總經理木村隆幸。



術，以持續領先國際的研究水準和發展。價值日圓兩千萬元之TLP儀器設備，目前已設置在交通大學

電子研究所柯教授的研究實驗室。  

 
附件 

 

電子工程學系柯明道教授研究群研發的創新技術累計至今已獲證173件美國專利、149件中華民國發

明專利，國際專業期刊與國際技術研討會之學術論文發表超過400篇，研發技術成果受國內外學術界

與產業界之重視與肯定，研究成果也多次在積體電路設計領域最頂尖的ISSCC研討會(國際固態電子

電路研討會)上發表，以及在半導體元件領域最頂尖的IEDM研討會(國際電子元件研討會)上發表。另

外，柯教授在積體電路靜電放電(ESD)防護設計與可靠度專業技術領域也累積豐碩的研究成果，在電

機電子領域居國際領先地位，曾獲國際電機電子工程師學會(IEEE) 電路與系統分會(IEEE Circuits 

and Systems Society) 以及電子元件分會(IEEE Electron Devices Society)挑選為年度傑出講座

(Distinguished Lecturer) ，並於2008年獲頒『IEEE Fellow (院士)』學術殊榮。柯教授更創設『中華

民國靜電放電防護工程學會』，協助電子與半導體產業提昇靜電放電防護知識與設計能力，協助國內

眾多廠商解決靜電放電可靠度的技術難題，其對台灣半導體產業的實際技術貢獻，讓柯教授獲選為中

華民國第四十一屆『十大傑出青年」。近年也由交通大學吳重雨校長指派任務，於2008年借調至義

守大學電子工程學系擔任講座教授兼研究副校長(現任中)，協助推動交通大學與義守集團之合作交

流。 
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